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PERSPEKTYWY I MO LIWO!CI WYKONANIA POMIARÓW 

UZIARNIENIA MATERIA"ÓW MINERALNYCH  

W CZASIE ICH PRODUKCJI  

W laboratoriach u"ywa si# wielu przyrz$dów do pomiarów uziarnienia materia ów mineralnych. 

Czy istnieje mo"liwo%& wykonywania pomiarów w trakcie produkcji, a tak"e czy mo"liwa jest sta a 

kontrola tego procesu. Mo"liwo%ci takie daj$ optyczno-elektroniczne przyrz$dy pomiarowe, które 

mo"na dowolnie przystosowa& do warunków produkcji.  

Rozwój optycznych metod pomiarowych pozwala obecnie zast$pi& "mudne niekie-

dy pomiary manualne. Dla pomiarów laboratoryjnych istniej$ przyrz$dy pomiarowe, 

które mog$ mierzy& uziarnienie od 0,5 'm do 100 mm. Z poszczególnych pomiarów 

mo"na otrzyma& krzyw$ uziarnienia licz$c$ kilkadziesi$t punktów pomiarowych od 

najmniejszych do najwi#kszych cz$stek. Komputery przypisane do ka"dego z przy-

rz$dów pozwalaj$ na ocen# tych krzywych zgodnie z odpowiednimi normami, a roz-

k ad uziarnienia mo"e by& natychmiast rozes any w sieci internetowej. 

Obecnie tworzone s$ projekty: jak technik# pomiarów laboratoryjnych przetworzy& 

na technik# pomiarów przemys owych „on-line” (OL). Urz$dzenia pomiarowe wów-

czas musz$ si# znajdowa& w bezpo%rednim s$siedztwie z m ynami, kruszarkami lub 

sta ymi maszynami transportowymi.  

Dla wykonania pomiarów mo"na pobiera& próbki produkowanego materia u okre-

sowo lub ci$gle przy u"yciu „by pass”(BP). Pobierane okresowo próbki surowców 

mineralnych zawsze mog$ stwarza& niebezpiecze(stwo braku reprezentatywno%ci. 

Prawid owo zbudowany BP, który w sposób ci$g y odbiera ziarnisty materia  mineral-

ny jest lepszy, ale bardzo trudny do wykonania, szczególnie dlatego, "e w obecnie 

u"ytkowanych maszynach nie przewidziano miejsca na zabudow# takiego urz$dzenia. 

Przebudowa za% istniej$cych urz$dze( sortuj$cych lub przeróbczych jest trudna 

i kosztowna, ale mo"liwa do wykonania. 
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Produkowane obecnie laboratoryjne urz$dzenia pomiarowe optyczno-elektronicz-

nych systemów pomiarowych mog$ by& stosunkowo szybko i tanio przekszta cone 

i przystosowane do pomiarów ci$g ych przy u"yciu BP. przetworzonymi wynikami 

pomiarów w postaci odpowiednich sygna ów elektrycznych mo"na b#dzie sterowa& 

maszynami przeróbczymi dla uzyskania odpowiednich w a%ciwo%ci surowców mine-

ralnych. takie pomiary mog$ równie" s u"y& do mieszania w odpowiednich propor-

cjach ró"nych surowców mineralnych dla otrzymywania np. mieszanek asfaltowych. 

typowym rozwi$zaniem konstrukcyjnym mo"e by& schemat BP opisany na rys. 1. 

 
Rys. 1. Schemat „by pass” 

Fig. 1. „By pass” scheme 

 

Pod zw#"aj$c$ rur$ 1 umieszcza si# sto"ek 2, który zamocowany jest do dalszego 

ci$gu rur 3 transportuj$cych nosiwo. Przy podstawie sto"ka umieszczony jest wlot 

BP 4, pobieraj$cy pewn$ cz#%& materia u w stosunku d/()D) * 0,005. BP kieruje mate-

ria  poza ruroci$g do przyrz$du pomiarowego 5, który po $czony jest z elektronicz-

nym blokiem pomiarowym 6 i komputerem 7. 
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Przyk ady urz$dze( do pomiarów laboratoryjnych, które mog$ by& przystosowane 

do pomiarów OL przy stosowaniu odpowiednich BP przedstawiono na rys. 2–4, a opis 

tych i innych analizatorów mo"na znale+& na stronie internetowej [5]. 

 

Rys. 2. Analizator IPS UA; zakres pomiaru 0,5–2000 'm 

Fig. 2. IPS UA analyser; measuring range 0.5–2000 'm 
  

 

Rys. 3. Analizatory AWK 3D; zakres pomiaru 0,2–31,5 mm 

Fig. 3. AWK 3D analysers; measuring range 0.2–31.5 mm 
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Rys. 4. Analizator AWK B; zakres pomiaru 1–130 mm 

Fig. 4. AWK B analyser; measuring range 1–130 mm 
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OUTLOOKS AND CAPABILITIES OF MINERAL MATERIALS GRAIN SIZE  

MEASUREMENT DURING PRODUCTION PROCESS 

In laboratories one can use many analysers which can measure mineral materials grain size. Question 

is, is there a possibility to measure such materials during production process in order to control such 

process? Yes, it is possible thanks to opto-electronic analysers specially adapted to any production  

conditions. 


